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本年度は、RTレベル回路のデータパス部の縮退故障を対象としてテスト容易化を考察するとともに、

これまでに得られた成果に基づき、遅延故障への対応を考察した。遅延故障は、レジスタからレジスタまでの

データ転送が、仕様通りの速度で行われないという故障で、これらの間に存在する幾つかの機能ブロックを

通る経路上の遅延をモデル化したものである。そのため、遅延故障のテストでは外部入力からレジスタへ、テ

スト系列の各パターンを回路の実動作速度で設定し、レジスタに取り込まれたテスト系列に対する応答を外

部出力まで伝搬する必要があるので、縮退故障の場合とは回路に要求する性質が異なる。そこで、遅延故

障に対するテスト容易性の評価尺度を定義し、これに基づくテスト容易化設計法を提案した。提案法はビット

幅の均一なデータパスに対する手法であるが、遅延故障に対するビット幅調整機能を実現する機構につい

ても継続して考察を行っている。 

遅延故障テストにおいては、テスト容易化前の回路ではテスト不可能（冗長）な故障が多数存在し、テ

スト容易化後にそれらをテストすることによる過剰テストが重大な問題となる。過剰テストを行うと、良品を不良

品と誤判定することによる歩留まり低下が生じ、深刻な問題を引き起こす。そのため、遅延故障の冗長性判定

が特に重要になってきている。昨年度はビット幅の均一なデータパスに対すパス遅延故障の冗長判定法を

提案した。今年度は、この判定手法をビット幅の不均一なデータパスに応用し、さらに、コントローラ部を通る

パス遅延故障についても扱う方法論を提案した。 

※ 成果の公表を見合わせる必要がある場合は、その理由及び差し控え期間等を記入した調書(A4 判縦長横書 1 枚)を  
添付すること。 
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